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1  SOC设计和测试工具

为使并发测试概念变成现实，芯片、

ATE、DFT和EDA必须共同遵从一些指导

性的规则。要求SOC设计师在设计初期规

划出多重功能模块的数量和按照并发测试

要求进行模块隔离和分割，这对后期的测

试程序开发、硅芯片调试、产品测试管理、

成品率提高、产品上市时间和降低成本是

密切相关的。

可测性设计中需增加专门用于管理测

试的工具，其主要任务是按照自动和标准

化的方法将设计芯片的测试问题分割成一

系列可以管理的部分。将芯片分割成一系

列可测试的模块，设计出每一个模块的测

试方法，并将其集成于一个完整的计划中，

改计划既包括内部测试方法学，也包括外

部测试方法学；计划也应提供选取芯片中

埋层功能的方法以及测试结果引出的方

法；该计划还应该提供诊断以及可能将其

定位于单个的位（bit）故障。在EDA方面，应

能提供芯片设计中可测性设计完备性的信

息，提供芯片的在片（on-chip）测试和方片

（off-chip）测试辅助等信息。

重视芯核集成结构的灵活性，以保证

多重芯核的并发选择；同样重要的是BIST

控制器的灵活性，以便于对芯片内的逻辑

电路、存储器电路和模拟电路启动并发测

试。要知道，目前的一些总线结构和BIST控

制器往往限定于一个完全的时序芯核测试

选择机制，这就从根本上限制了并发选择

和并发测试。

EDA/DFT技术应用支持芯片的功率

管理和热效能评估，当多个功能模块并发

测试时，这往往成为一个重要的限制因素，

有可能仅仅是由于功耗的缘故限制了同时

测量模块的数量。

配套测试工具，（1）借助于设计规则或

可测性检验器可以再设计完结之前提供该

SOC设计是否满足并发测试需要。该检验

器不仅可证明芯片内不同模块之间的独立

性或不依赖性，而且可以说明有什么样的

交互依赖性，以及如何定位、隔离，可以找

出任何有依赖性的模块。（2）在一个综合解

决SOC并发测试的环境中，应该有条件给

出一个能产生有效芯片测试程序的工具。

该工具应该是基于此前已经建立起来的各

个独立模块，并且支持并发测试的程序。在

这样一个程序产生后，设计师或者测试工

程师将在事先即可估算测试某一模块或一

小群模块需要多长时间。当然，如果遇到功

耗问题，限制并发测试模块数量。（3）目前

的EDA工具对层次设计的支持是受到限制

的，大多数设计编译器只给出平面的设计，

其中全部功能模块被组合到一个单一的模

块中，这种方法对那些不大的硬 IP实体进

行并发测试是比较困难的。理论上，EDA支

持并发测试，所以对现有EDA应用模型进

行修改还是必需的。

2  SOC测试系统架构

支持并发测试的一个重要物质基础就

是ATE按引脚资源的独立性。在硬件结构
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上，与传统资源共享型的系统架构不同，采

用各引脚具有分别独立资源、并且分别独

立控制的按引脚测试处理器（ test proces-

sor per pin）结构。按照定义，在这种结构

的系统中，每个引脚都具有各自独立的电

平发生的资源。与这种具有资源独立的硬

件架构对应的就是相应软件开发。使用软

件的方法使其具有并发测试能力，并将这

种测试开发能力与调试能力一同集成到测

试系统的操作系统软件环境中。软件环境

必须包括对测试通道按端口的动态分组能

力以及实现完全的测试控制能力，这其中

也包括定时按端口的独立性，同时为用户

提供以端口为基础的SOC功能调试环境。
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